DIFFRACTION EN CORRESPONDANCE
D'UNE FENTE ET PRINCIPE
D'INDETERMINATION DE HEISENBERG

Mod. F-HP/EV

on utilise I'expérience classique de diffraction a partir
d'une fente pour souligner comment ce phénoméne peut
étre considéré d'un point de vue ondulatoire a travers une
comparaison avec la formule de diffraction de Kirchhoff
ou d'un point de vue quantique pour confirmer le principe
d’indétermination d'Heisenberg.

PROGRAMME DE FORMATION

e Mesure de lintensité des bandes de diffraction de
Fraunhofer; détermination des positions et des intensités
des maximums et des minimums et comparaison avec ceux
qui sont déterminés suivant la formule de diffraction de
Kirchhoff

e Calcul de l'incertitude du moment a partir des réticules de
diffraction de chaque fente a amplitude différente

e Démonstration du principe d'indétermination d'Heisenberg

DONNEES TECHNIQUES

¢ Laser hélium-néon: longueur d'onde 632.8 mm; puissance >
2 mW, dimensions 40 mm x 250 mm (diamétre x longueur),

dimensions extérieures: 300 X 62 X 82 mm INDISPENSABLE (NON INCLUS)
* Ensemble de 5 fentes simples * EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
* Diaphragme 3 fentes simples et 1 double comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
« Diaphragme 4 fentes doubles a différentes distances mod. SW-F-HP/EV pour la gestion compléte
« Diaphragme 4 fentes multiples a réseau des expériences interactives
« Support de diaphragme * ORDINATEUR PERSONNEL
¢ Banc optique en aluminium longueur longitudinale 120 cm,
transversale 40 cm INCLUS
¢ Systéme motorisé pour acquisition de données MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

o Ascenseur plate-forme de laboratoire
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